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 一般的なレーザービームの偏光は、直線偏光や円偏光であり、それらのビームの断面内の偏光の空間分
布は均一である。これに対して、偏光が空間的に不均一に分布するレーザービームも存在する。中でも、
偏光が光軸に対して対称なビームは、軸対称偏光ビームと呼ばれる。図 1に示しているラジアル偏光とア
ジマス偏光と呼ばれるビームが軸対称偏光ビームの代表的な例である。これらを強く集光すると、図 2の
ようなラジアル偏光では光軸方向に強い電場成分を、アジマス偏光では光軸方向に強い磁場成分が生じる
ことが知られている。またラジアル偏光は、この光軸方向の電場の発生によって、ビームのスポット径を
ガウスビームに比べ、より小さくできるという特徴を持つ。 
 光反応物質を含むランダム媒質(散乱体がランダムに分布した媒質)中の光記録は、媒質中で多重散乱を起
こした光が干渉し、不規則な明暗模様(スペックルパターン)を発生させることを利用している。スペックル
パターンは光反応物質によって記録され、記録光と読み出し光のスペックルパターンが同じときに蛍光強
度が減少する現象(ホール)によって識別が可能である。これまでの研究で、照射する光の波長、位置(入射
角)、偏光状態を記録できることがわかっている。本研究では、軸対称偏光ビームを用いた光記録の特性に
ついて研究した。軸対称偏光コンバータを用いて作成したラジアル偏光とアジマス偏光を用い、さまざま
な焦点距離のレンズを用いて集光して光記録を行った。その結果、高い開口数のレンズで記録を行った場
合、ラジアル偏光が他の偏光よりも狭いホールを生じ、高い記録密度が得られることが分かった。また、
軸対称偏光で記録を行った後、直線偏光で読み出してホールが現れるかどうかの実験を行った。図 3は、
(0,0)の位置にラジアル偏光で記録した後に、試料上の集光位置を走査してラジアル偏光、直線偏光(縦偏光、
横偏光)で読み出した結果である。直線偏光で読み出したときにホールは現れず、ラジアル偏光、アジマス
偏光と直線偏光が識別可能で、それぞれで独立の記録ができるのではないかと考えられる。 
 
図 3 ラジアル偏光で記録し、ラジアル偏光 (a)、縦偏光(b)、横偏光(c)で読み出したホール 
図 1 ラジアル偏光(a)とアジマス偏光(b)の偏光分布 図 2 ラジアル偏光(左)とアジマス偏光(右)の集光特性 
